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MEZINARODNI KONFERENCE O ELEKTRONOVE
MIKROSKOPII.

Dr MIROSLAV ROZSIVAL, Praha.

KazZdorodné opakované mezindrodni konference anglické Electron Microscopy
Group of the Institute of Physics, které se vidy konaji za uidasti pracovnika v elek-
tronové mikroskopii z riznych evropskych statt a také z USA, jsou piehlidkami
hlavnich vysledku dosaZenych na tomto poli v obdobich mezi dvéma po sob& nésle-
dujicimi konferencemi. Z pfednesenych referatti je mozno nejen hodnotit vyznam
pouzitf elektronového mikroskopu pii feSeni problému z nejruznéjsich dbbori, nybrz
také sledovat smér vyvoje elektronové mikroskopie, zmény nebo nové prvky jeho
konstrukce a pod. Je proto uzitetné a snad také pro 8irdi kruh &tendfu zajimavé
viimnout si aspori struénd referatii na takovych konferencich pfednesenych [3].

V posledni dobé byly koniny dvé takové konference, prvni ve dnech
20. az 23. zaFi 1948 v Cavendishové laboratofi v Cambridge v Anglii [1]
a druh4 ve dnech 4. aZ% 9. Cervence 1949 v Delftu v Holandsku [2]."Obé
konference ukazaly, Ze v celku je moZno poklddat vyvoj elektronového
mikroskopu za ukondeny a Ze hlavni pozornost je nyni soustfedéna jednak
na zdokonalovéni piistroje jak co do vykonnosti, tak také co do jedno-

. duchosti obsluhy a mnohostrannosti pouZiti, jednak na aplikace elektro-
nové mikroskopie pro nejraznéjsi obory a na zdokonalovani pipravy pre-
parati. Proto také o konstrukei obvyklych mikroskopit jednal na obou
konferencich pouze jediny referat E. bE Haask o §védském elektronovém

.mikroskopu konstrukce Siegbahn-Schonander.

Z problémi zdokonalovéni elektronového mikesoskopu byly na kon-

- ferenci v Cambridge uvedeny a diskutovany pfedeviim konstrukce vyso-
konapétovych elektronovych mikroskopii. L. MarToN (Washington) podal .
theoreticky rozbor poZadavki na konstrukei vysokonapétového mikro-
skopu a uvedl nékteré konstrukéni detaily pro 1,4 MeV mikroskop, ktery

se instaluje v National Bureau of Standards ve Washingtonu. H. Bruck,
M. Bricka & P. GrIver (Paris) diskutovali o moZnostech konstrukce
vysokonapétovych mikroskopl elektrostatickych, jeZ zatim pro kon-
strukéni obtiZe nebyly realisovdny, a¢ by mély své vyhody proti magne-
stickym. A. C. DorsteN (Eidhoven) popsal magneticky mikréskop pro
napéti 400 kV a ukdzal na snimeich odekdvané zvySeni ,,prihlednosti
preparatii.a mimo odekdvéani mensi pokles kontrastu snimki proti snim-
ktum provedenym p#i niz8ich napétich. Dalsf referdty se tykaly zdokona-
lenf mikroskopovéni v tmavém poli (C. E. Harr, M. I. T.), zvySeni kon-
trastu odstinénim elektronii, které ztratily ¢ast své energie (H. BoErscH,
Tettnang), zdokonaleni elektrostatickych ¢odek (P. GRIVET a L. REGEN-
8TREIF, Paris), konstrukce projekénich elektrostatickych &oéek-a zrcadel
(W. A. 1L RUTTE, Delft) a elektronové ,,Schlieren* methody ke studiu
elektrostatlckych i elektromagnetickych poli\ (L. MarToN, Washington).

" Na konferenci v Delftu bylo z problémi zdokona,lové,ni elektrono-

vého mikroskopu jedndno v n&kolika referdtech o astigmatické vads
- elektronovych obek a o jeji eliminaci. Jak ukézal P. A. SturrOoCH
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(Caimbridge) matematickou analysou, zdvisi velikost astigmatismu na
piesnosti vyroby dodek a na homogenitd materidlu. J. B. LE PoorE (Delft) .
popsal rychlou methodu k stanoveni astigmatické vady a soudasné zafi.:
zeni, jim% je moZno vzniklou vadu zmenSovat. P. Griver, F. BERNSTEIN
a R .ReGENSTREIF (Paris) popsali methodu ke studiu astigmatismu elektro-
statickych objektivii. Z téchto referdti vyplynulo, Ze dnes je moZno kon-
struovat elektronové Sotky bez astigmatické vady a dokonce vybavit

Obr. 1. Povrch zubni sklovmy stalého zubu éténéte ve stadiu zubu m&kkého. Otlsk
palapontovy-chromovy, stinovany Cr.

Preparét:_ Prof. Dr J. WoK Snimek: M. Rozsival.

tocky zarizenim, jimZ% je moZno v piipadé potreby a.stlgmatlsmus opra.vxt .
Sférickou vadou se zabyval referdt G. LizBManxa (Aldermaston), ktery -
konstruoval také zafizeni ke studiu elektrostatického pole nahrazujici
elektrolytickou vanu, a O. SCHERZERA, ktery uvedl hlavni prosttedky u-
vané k eliminaci zobrazovacich vad. K provddénf vypodtt elektronovych.
todek, dasto velmi zdlouhavjrch konstruoval A. Mar%cHAL (Paris) specidl-
nf potitacf stroj. Z praci o zdokonalovéni konstrukce elektronového
mikroskopu byla uvedena velmi zajimavé konstrukce kombinovaného
difraktografu a mikroskopu provedens M.v. MeNTzEM a J. B. LB Poo.
LEM (Delft) a W. A. Le R UTTEOVA konstrukee elektrostatického mikro-
skopu, u néhoZ bylo utito misto pro;ekéni dotky elektronoveho zrcadla.
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Druhou dilezitou skupinu referitii na konferenci v Delftu tvofily
referaty tykajici se rozliSovdni schopnosti a kontrastu. M. Haine
(Aldermaston) pfehledné pojednal o rozlidovaci schopnosti a navrhl, aby
pro élektronovy mikroskop byla rozliSovaci schopnost uréovdna bud
z poloviéni &ifky jednoduchého bodového piedmétu anebo pomoct
* ErEsNELOVYCH prouzki a nikoliv uréovdnim nejmensi vzdédlenosti-z praveé
rozli§itelnych bodé. E. G. RaMBERrG (Princeton) pojednal o kontrastu

- Obr. 2. Povtch j‘ezu buttkou vrstevnatého dlazdicovitého eplthelu Otisk pala-

pontovy-chromovy, stinovany Cr.
Preparét: Prof. Dr J. Wolf. Snimek: M. Rozsival.

. elekt;o‘novych obrazti v zévislosti na rozptylovaci schopnostl riznych
“atomil a upozornil na vliy f4zového kontrastu. Pokusy navrzené k ziskéni

elektronovych snimkd fazovym kontrastem popsali A. W. Acar, R. S. M.
REeveLL a R. A. Scorr (Manchegter); pfedbéZné pokusy nevedly zatim
k uspokojivym definitivnim vysledkiim. K této zajimavé aplikaci zjevi
zndmych z optické mikroskopie pﬁstupuje také novéa methoda t. zv.
difrakéni mikroskopie' navriend D, GABOREM. Vysledky ptedbéznych
pokusi jsou odekdvany se zéjmem. v

- Rada referdth na obou konferencich byla vénovéina zdokonalovéni
preparaéni techniky, nebot je velmi dileZité pfipravit preparéty k pozo-

“rovéni tak, aby na snimku byly zaznamendny viechny (aspoii tGéelné)
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detaily s dostateénou piesnosti. Na konferenci v Cambridge popsal prof.
N. Hast (Stockholm) methodu k zfskédni velmi tenkych nosnych folif
z Be a Al vypafenim ve vysokém vakuu na povrch kapaliny. R. REED _
a A. MiLLARD referovali o uZiti methody stinovaného otisku povrchu
fotografickych emulsi pro studium velikosti zrn, jejich variaci a rozloZeni.
C. R. Baccrus a R. C. Wirrians' (Michigan) referovali o novém prostied-
ku k urdeni zvétseni elektronového mikroskopu, jimz jsou kulové éastice
polystyrénového latexu o pozoruhodné stejnych velikostech — podle
novych opravenych vysledka — 2590 + 25 A v priméru. V- Delftu podal
A. J. A. NiguvweNHUYS (Delft) kriticky pfehled stinovacich method a
uvedl podminky pro omezeni vzniku artefaktii. L. H. BRETSCHNEIDER,
(Utrecht) popsal dpravu ,,cambridgeského’ mikrotomu k fezédni vrstev
biologického materidlu dostateéné tenkych pro elektronovou mikrosko-
pii, kterd byla doporudena také jinymi pracovniky s mikrotomem.
J. Nurtine (Cambridge) udal methodu ke sniméni otiskii z tenkych
dratd. E. KELLENBERGRE (Genéve) popsal novy zpiisob otisku biologic-
kych objektdi, ktery ukézal dobry kontrast a detaily na bakteriich.

W.W.Varossieau (Delft) popsal uZitf NIEUWENHUYSOVA zpusobu trojna-
sobného otisku na studium anatomie dfeva.

Z praei o uziti elektronového mikroskopu v riznych oborech nej-
vétsi potet na obou konferencich byl vénovan biologickym problémtm,
znaény potet také problémtém chemickym a pomérné stéile jesté maly .
poctet problemum metalurgickym a metalografickym. Z toho moZno
soudit, %e dosud m4 elektronové mikroskopie hlavni vyznam v biologii
a %e do ostatnich oborti teprve elektronovy mikroskop pomalu proniks.
Na konferenci v Cambridge referoval C. E. Hart (M. 1. T.) o préci, v niZ
se zabyval studiem periodicity ve vldknech fibrinu a kollagenu ve srov-
néni s vysledky ziskanymi paprsky X. R. Reep a K. M. RupaLy (Leeds)
referovali o studiu spojovacich tkdni methodou otisku podobné jako
H. FERNANDAZ-MoRAN (Stockholm), ktery studoval fezy dieni nervovych
vldken. My J. Way, V. E. CossLeTT a D. A. Tavror (Cambridge) refero-
vali o studiu pokozky larvy 8ktdce rajskych jablek, kterou uvolnili.od
ostatnich &isti téla a mohli tak provést studium pfimym prozéienim.
H. Hurst (Cambridge) ukazoval difrakéni elektronové snimky jednak
z pokozky hmyzu a jednak z vrstev bakteridlnich a Evasinkovych ko-
lonif. E. FAuvrRE-FrREMIET a M. Bussis (Paris) se zabyvali studiem jemné
struktury lameldrnich pseudopodii a to jednak .optickym a jednak
elektronovym mikroskopem. Prof. J. WoLr (Praha) v zaslaném referdtu
popsal svou methodu sniméni otiski z pfirozend vlhkych povrchit biolo-
gickych a ukézal na snimeich z nejriiznéjsich materidlt pouzitelnost této
methody (viz snimky) R. C. WiLuiams a R. L. StuEs (Michigan) popsali
studib rostlinnych virt, J. M. Dawsox a W. J. Errorrp (London) popsali
vysledky s adsorpei Zivodi¥njch virii wa povrchu &ervenych krvinek.
E. M. Brizegr a V. E. CossLErT popsali novou methodu pro studium -
' bakteni elektronovym mlkroskopem v, )e]mh pfirozeném stavu. K. B..

~
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MEeruiNG referoval o nékterych detailech struktury bakteriofdgu coli,
k demu? také vyrobil velmi svételné nové stinitka. Z biologickych refe-
xéth konference v Delftu byly nejzajimavéjsi prace E. pE ROBESTISE
(Boston) o struktufe nervovych tkdni a F. SjorsTRANDA (Stockholm)
- o struktufe membrény nalezéné v tydinkich z retiny z oéi moréat a v ner-
" vovych tkénich. Existenci takovychto tenkych blan dokdzali B. PrILLIP

Obr. 3 “Povrch ploché buiiky epithelu vrstevnatého dlazdicového. Otisk pa.laponto-
" vy-chromovy, stinovany Cr.
Prepa.rét: Prof. Dr J. Wolf. Snimek: M. Rozsfval.

. < . N ;
a G. LacerMALM (Goteborg). Dile byla prednesena Fada referitd z bak-
teriologie a o studiu biologickych povrchi. :
- Velmi vysokou tiroveii~mély referdty z metalografie pres to, %e jich
bylo v poméru k ostatnim aplikacim ‘velmi mélo. Ukézaly viak, Z¢ me-
thody otisku jsou dnes jiZ tak dokonale zvlddnuty, Ze nynf jsou pro meta-
lografie otevieny nesmfirné nové moZnosti. Na konferenci v ‘Cambridge
referovali A. F, BRowx (Cambridge), V. E. CossLerT b J. NUTTING 0 srOV-
- -nAnf vysledki methody otisku vyrazenim studovaného povrchu do alu-

minia, z n8hoZ se po oxydaci sejme oxydové vrstva, s methodou form-
¢ varovéhp otisku: J. TROTTER se zabyval zménami mikrostruktury uhli--
¢ Kkatych ocelf phtemperovéni pomocf plastickych otiskd. J. R. WHITEEEAD
dtud’oval podkozen{ povrchu kovii tfectm kovovym kontaktem pti malych

"..nms EPTREE
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zati¥enich. V Delfty P. CoHEUR a C HABRAKEN (Lxége) referovah o zaji-
. mavych ale dosud nevysvétlenych zjevech objevujicich se pii kripu oceli.
R. Castaing (Paris) ukdzal fadu snimkd povrehi slitin Al-Cu za rézaych
podminek a spolu s A. GUINIEREM referovali o nové rastrovaci methods
“pro metalurgickou analysu, pfiniZ strukturu povrchu zobrazuji paprsky
X emitované povrchem pﬁ pohybu elektronove stopy mensi nez 1 p po
povrchu kovi.

Krom& téchto referati byla piednesena fada referdti mensich
o primyslovych aplikacich elektronového mikroskopu, které dokézaly
vzrustajici tisp&8né pouziti elektronového mikroskopu v praxi. Soudasné
s konferencemi problhala. fada diskusf, exkursf a vystav, které dokumen-
tovaly dnedni jiZ témé&f viestranné vyuz1ti elektronového mikroskopu.

Obs konference, hojn& navstivené pracovniky v elektronové mikro- -
skopii, ukdzaly velmi rychly vyvoj elektronové mikroskopie nejen
mnoZstvim aplikaci tohoto nového oboru, ale hlavné zdvaznosti dosaZe-
nych tysledki. Je veliké §koda, %e se dosud #4dné z t&chto konferenct
- nezudastnil nikdo z naSich pra.covniku v elektronové mikroskopii, aby
mohl z vlastni zkuSenosti poznat préci cizich pracovnikd, kterou jinak
miizeme sledovat pouze z &asopiseckych referati a ze sporadickych n4-
" vitév cizich odbornikd u nés.
: Na obou téchto ,mezindrodnich* konferencich nebylo vitbéc zid-
nych referitd o vyvoji a vysledcich elektronové mikroskopie.v SSSR,
které jsou dnes nesporné. Budeme mit pi{leZitost ukdzat v referstech,
pozné,mkzich a recensich, Ze stav elektronové mikroskopie v SSSR dé.v-

no uZ nenf pozadu za anglosaskyml zemémi.
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_Conferencles of Electron Microscopy. According to the communications
of Dr V. E. Cosslett published in Nature are in this article briefly discussed
results of the works reported on the Electron Microscopy Conferences both in
Cambridge (20.—23. September 1948) and in Delft (4.—9. July 1949). By this’
occasion are also published 3 electron micrographs of replicas from some higtolo-
gical objects which are from the report of Prof. Dr’ J Wolf on the Conference in
Cambridge. ) ‘ )
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